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 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope) เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้น
สูงที่มีความส าคัญต่อการวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นิยม เรียกสั้นๆว่า SEM ถูกสร้างข้ึนครั้งแรกเม่ือปี ค .ศ. 1938 
โดย Manfred Von Ardenne นักฟิสิกส์ และนักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน กล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ท างานโดยควบคุมให้ล าอิเล็กตรอนกราดไปบนพื้นผิวของตัวอย่างที่ต้องการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยา เช่น ลักษณะรูปร่าง ลวดลายบนพื้นผิว และขนาดของตัวอย่าง ซึ่งภาพที่ได้เป็นภาพสามมิติ 
สามารถศึกษาได้ทั้งตัวอย่างทางชีวภาพ และตัวอย่างทางด้านวัสดุศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีก าลังขยายสูง จึงมีบทบาทต่อการศึกษาและวิจัยด้านต่าง ๆมากมาย เช่น ในงานด้าน
พฤกษศาสตร์  สัตวศาสตร์ จุลชีววิท ยา ใช้ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต ด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตรใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของอาหาร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณต์ 
และบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น การศึกษาทางเคมี ฟิสิกส์และวิศวกรรม เช่นการผลิตท่อนาโน ซีเมนต์ ดิน 
และการตรวจสอบอนุภาคต่างๆท่ีสังเคราะห์ข้ึน ด้านการแพทย์ การผลิตยา รวมถึงการศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านปฐพีวิทยา เช่น ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ต่างๆว่าในอดีตเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อาทิ เคย
เป็นทะเลมาก่อน หรือการศึกษาลักษณะของหิน แร่ต่างๆ  หรือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดิน และหิน 
เช่น น้ า และลม เป็นต้น การศึกษาฟอสซิลต่างๆเพ่ือบ่งชี้ถึงวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคต่างๆ นอกจากนี้
ยังมีความส าคัญต่องานด้านนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบทางด้านศิลปะ เช่นการตรวจสอบสี หรือวัสดุ ต่างๆที่ใช้
ในงานจิตกรรมอีกด้วย จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็นเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงควรท าความเข้าใจถึงความแตกต่างของกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดซึ่งมีหลายชนิดอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้วิจัยในการเลือกใช้งานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษารายละเอียดของตัวอย่างต่อไป ทั้งนี้สามารถแบ่งตามความแตกต่างของแหล่งก าเนิด
อิเล็กตรอนมีผลให้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแต่ละชนิดมีสมรรถนะในการการศึกษารายละเอียดของตัวอย่างแตกต่าง
กันไป แหล่งก าเนิดอิเล็กตรอน (Electron Source) หรือปืนยิงอิเล็กตรอน (Electron Gun) มี 3 ชนิด ด้วยกัน  

1. Tungsten Hairpin Electron Gun 
ปลดปล่อยอิเล็กตรอนโดยใช้ความร้อน เราเรียกว่า thermionic emission ภายในจะประกอบด้วย 

tungsten filament  ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นลวด tungsten ที่งอเป็นรูปตัววี (V) ต้องท างานที่ความดันสูญญากาศสูง
ประมาณ 10-4 - 10-5 torr มีอายุการใช้งานประมาณ 30-100 ชั่วโมง  

 



2. Lanthanum hexaboride (LaB6) Electron Gun 
ปลดปล่อยอิเล็กตรอนโดยใช้ความร้อนเช่นเดียวกัน ผลึกของ LaB6 จะให้ความสว่างของอิเล็กตรอนสูงกว่าชนิด 

tungsten และมีอายุการใช้งานนานกว่า ต้องท างานที่ความดันสูญญากาศสูงประมาณ 10-6-10-7 torr บริเวณปลาย
ของผลึกมีขนาดเล็กว่าลวด tungsten จึงท าให้สามารถแจกแจงรายละเอียดของภาพได้ดีกว่า 

3. Field Emission Gun 
ใช้สนามไฟฟ้าเหนียวน าอิเล็กตรอนจากปลายโลหะแหลมให้หลุดออกมา ท าจากผลึกของ tungsten มีการ

ปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่เกิดจากการดึงอิเล็กตรอนออกมาจากผลึกด้วยสนามไฟฟ้าตรงบริเวณปลายซึ่งมีรัศมีประมาณ 
100 นาโนเมตร หรือน้อยกว่า ท างานที่ความดันสูญญากาศสูงประมาณ 10-9-10-10 torr ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีผลให้
สามารถแจกแจงรายละเอียดของภาพได้สูงกว่า LaB6 และ tungsten  
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กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
Conventional Scanning Electron Microscope 

(Jeol: JSM 5600 LV) 

 
 

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  
Field Emission Electron Microscope 

(Hitachi: SU8020) 


